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 偏光は、光の本質的で重要な特性の一つであり、テラヘルツ周波数帯においても近年様々な偏

光制御素子が開発されている。特にメタマテリアルやバイオテンプレートマイクロコイル等の新

奇なデバイスは、その構造スケールや配向性等の影響で、複屈折や旋光性、二色性、偏光解消等

の偏光特性が混在する可能性がある。これらの偏光特性を分離して詳細に評価する為には、デバ

イスのミュラー行列を評価する事が有用である。我々はこれまで、構造性複屈折等を利用したテ

ラヘルツ周波数帯の波長板を開発し、ストークスパラメータ計測に基づく偏光計測の有効性を実

証してきた[1]。ストークスパラメータを取り扱う事で、完全偏光のみでなく部分偏光や非偏光成

分も取り扱う事が可能となり、実用上も有用性が高い。現在、ストークスパラメータ計測に基づ

いてミュラー行列を評価するシステムを開発し、様々な偏光素子の評価を進めている。 

 ミュラー行列は 4×4=16 成分からなり、入力ストークスパラメータ Sinと出力ストークスパラメ

ータ Soutの変換行列 M として、Sout=SinM で与えられる。図 1 に開発したミュラーストークス偏光

計の様子を示す。試料へ入射するテラヘルツ光の偏光 Sinをλ/4 板で異なる 4 状態へ変化させ、対

応する試料透過後の偏光状態 Sout をλ/4 板と偏光子を用いて診断し、試料のミュラー行列を求め

る。システム構築後、健全性を確認するために、まずはサンプルのない状態及び異方性の無いパ

ラフィンシートに対してミュラー行列を評価した。これらの場合、理想的なミュラー行列はそれ

ぞれ各成分が 1及び透過率αの対角行列と

なるが、結果はそれぞれ対角成分がほぼ 1

及び 0.4 の対角行列となり、ほぼ理想通り

の結果が得られた。今後は、メタマテリア

ルや異方性を持つマイクロコイルデバイ

ス等に対してミュラー行列計測を行い、そ

の偏光特性の詳細な評価を行う。 
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図 1 ストークスパラメータ計測に基づくミュラー行列偏光計
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